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(57) TIIVISTELMA

Menetelmd ja laite materiaalirainan rakennepro-
fiilin muodostamiseksi reaaliajassa koko sen leveydeltd
rainan kulkiessa valonldhteen ja kameran vadlistd ja
kameran muodostaessa signaaleja, jotka vastaavat valon
intensiteettid rainan koko 1leveydellda verrattuna yk-
sipiste tai ndytemittauksiin. Sen jdlkeen ndmd signaalit
kdsitellddn muodostamaan reaaliajassa rainan rakennepro-
fiili sen koko leveydeltd.

(57) SAMMANDRAG

Férfarande och anordning for bildande av en
strukturprofil av en materialbana i realtid o6ver hela
dess bredd nir banan l0per mellan en ljuskdlla och en
kamera och kameran bildar signaler, som motsvarar 1ljus-
intensiteten over banans hela bredd i jamfdrelse med
enpunkts- eller provmitningar. Efter detta behandlas

dessa signaler for bildande av banans strukturprofil i

realtid dver hela dess bredd.
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